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În lucrările cunoscute [1…10], dedicate 

măsurării rezistenţei pe unitate de lungime sau a 
diametrului (de asemenea prin măsurarea rezistenţei 
numite) a microfirului conductor turnat prin metoda 
prof. А. Ulitkovskii [11], nu se arată din ce 
considerente se alege valoarea frecvenţei de semnal 

măsurător. În acelaşi timp firul conductor turnat din 
metal topit în stare de suspensie este o linie lungă cu 
parametrii: rezistenţa r şi inductanţa L, distribuiţi pe 
unitate de lungime. 

Raportul dintre r şi L depinde de secţiunea S 

a microfirului şi rezistenţa specifică ρ a materialului 
de microfir. 

În lucrările sus numite, în procesul de 

măsurare a rezistenţei r cu componenta inductivă L 

se neglijează. Această neglijare poate fi corectată 
numai cînd frecvenţa de semnal măsurător este 
aleasă corect, la care eroarea de măsurare a 
rezistenţei condiţionată de prezenţa inductanţei L şi 
neglijată nu depăşeşte valoarea de eroarea admisă. 

În lucrarea actuală se arată şi se dau relaţiile 

principale ce permit alegerea corectă a frecvenţei de 
semnal măsurător pentru orice raport dintre r şi L. 

În metodele de măsurare a rezistenţei r 
cunoscute în realitate se măsoară impedanţa 

22 )( LrZ   pe unitate de lungime a 

microfirului şi nu rezistenţa lui ohmică r, practic 

mai mică ca |Z|: 
22 )( Lrr   ce provoacă 

eronări de măsurare.  
Lucrările [1...10] după metoda de măsurare 

folosită se împart în două grupe – prin măsurare 
directă a rezistenţei r (d) şi prin măsurare prin 
compensare. Apreciem eroarea de măsurare a 
rezistenţei r condiţionată de neglijarea componentei 
L şi arătăm condiţia de alegere corectă a frecvenţei 
de semnal măsurător.  

1. Măsurarea rezistenţei r prin metoda directă   
(se măsoară impedanţa Z a unei porţiuni de 

microfir, fiind considerată egală cu rezistenţa r0 a 
porţiunii de microfir etalon) 
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unde r0 şi rx sînt respectiv rezistenţele de microfir 
etalon şi măsurat, f – frecvenţa de semnal 

măsurător. Din (1) determinăm valoarea reală de 
rezistenţă ohmică rx  a microfirului măsurat:  
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Evident, eroarea relativă de măsurare a 

rezistenţei rx este: 
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  Când 1
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, ceea ce practic are loc, atunci: 
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       Pentru valoarea de 

0L  dată, frecvenţa de 

semnal f se alege din condiţia: 
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       Inductanţa firului conductor pe lungimea l se 

determină cu relaţia (5): 
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iar cea pe unitate de lungime cu relaţia (6): 
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unde l, R şi d se măsoară în mili (1mili=0,0254mm, 
corespunzător 1mm = 1mili/0,0254), R şi l sînt 
corespunzător raza şi lungimea conductorului 
măsurat. 
     Rezistenţa pe lungimea de microfir măsurat este: 
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iar pe unitatea lui de lungime: 
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      Substituind (6) şi (8) în (4) obţinem: 
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În fig. 2 sînt date diagrama de f = φ(d şi ρ) 

pentru valori de δL≠0 practic admisibile şi anumite 
grupuri de materiale de microfir, din care se poate 
alege frecvenţa de semnal măsurător la eroarea dată. 

2. Măsurare prin compensare 
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sau  (rx – r0) (rx + r0) = (2πf)2(L0 – Lx) (L0 + Lx) 
de unde:   
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unde: 
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      Când Lx ≈ L0 , avem:  
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Eroarea relativă de măsurare a rezistenţei este 
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Pentru δr dat, frecvenţa de semnal se alege 

din relaţia: 
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Substituind (6) şi (8) în (15) obţinem: 
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        În (16) lungimea microfirului se consideră de 
un metru. În ceea ce priveşte măsurarea diametrului 
de microfir prin măsurarea rezistenţei r pentru 
alegerea corectă a frecvenţei f procedăm în modul 

următor. 
Pe unitatea de lungime avem: 
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 Substituind (6) şi (8) în (16) obţinem: 
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 3. Măsurarea diametrului 
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Când ∆d << d0, avem: d
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Aşadar δd, de asemenea, se determină de 

relaţia (20): 
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iar pentru valoarea dată de δd frecvenţa de semnal 
se alege din condiţia: 
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unde l se consideră egal cu unitatea. 
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